
1. Testarea exhaustiva se aplicii: 
a. circuitelor secventiale cu mai mult de 20 de elemente cu memorie; 
b. circuitelor combinationale cu mai mult de 20 de nivele logice; 
c. circuitelor secventiale qi combinationale fir8 restrictii; 
d. circuitelor combinationale cu cel mult 20 de intriiri. 

2. 0 diagram2 de decizii binare ce contine un arc marcat cu un punct (asterisc) semnificii: 
a. negaiia conditiei asociate arcului respectiv; 
b. negatia conditiei asociate arcului respectiv dar gi a conditiei asociate arcului dual; 
c. negaIia rezultatului acelui arc. 

3. Un defect scurtcircuit intre doua linii p qi q este modelabil printr-o poarta $I dacri: 
a. valoarea logic3 zero doming; 
b. valoarea logic2 unu doming; 
c. liniile p qi q au paritatile inversiunii egale; 
d. scurtcircuitul nu este reactiv ~i valoarea logica unu doming; 

4. intr-un circuit combinafional cu linii nerarnificate un test T detecteazii un defect scurtcircuit 
nereactiv ce induce un circuit $1 intre liniilep ~i q dacii ~i numai dacii: 

a. detecteazii liniap b-1-0 gi implicii q = 0 sau detecteazri linia q b-1-0 gi impliciip = 0; 
b. detecteazii liniap b-1-1 gi implicii q = 0 sau detecteazii linia q b-1-1 gi impliciip = 0; 
c. detecteazii liniap b-1-1 ~i implicii q = 1 sau detecteazi linia q b-1-1 ~i impliciip = 1; 
d. detecteazii liniap b-1-0 ~i implica q = 1 sau detecteazii linia q b-1-0 gi implic2 p = 1. 

5. Algoritmul D se folose~te pentru: 
a. giisirea testelor circuitelor combinalionale afectate de defecte scurtcircuit nereactive; 
b. giisirea testelor circuitelor combinationale afectate de defecte modelabile prin bloca.je simple; 
c. giisirea defectelor de intiirzieri in circuitele secventiale sincrone. 

6. Modelarea RTL se referii la: 
a. modelarea defectelor scurtcircuite nereactive din circuitele combinationale realizate in 

tehnologie CMOS; 
b. modelarea defectelor scurtcircuite reactive astabile din circuitele combinationale realizate in 

tehnologie TTL; 
c. modelarea sistemelor numerice in care datele procesate sunt grupate in vectori iar informatiile 

de control sunt descrise la nivel logic; 
d. modelarea logicii cablate ~i a circuitelor logice cu rezistente ~i tranzistoare. 



7. Un circuit combinational testat printr-o secventi de lungime fix6 de vectori de test generati 
pseudoaleator, va avea o acoperire mai buni a defectelor daci: 

a. are mai multe nivele logice; 
b. are mai multe linii primare de intrare; 
c. are mai multe linii primare de ie~ire; 
d. are mai multe linii de circuit ramificate ~i reconvergente. 

8. Probabilitatea ieqirii unui circuit $1-NU este dati de: 
a. produsul probabilititilor liniilor de intrare, daci intrik-ile sunt probabilistic independente; 
b. 1 minus produsul probabilitifilor liniilor de intrare, daci intririle sunt probabilistic 

independente; 
c. suma probabilititilor liniilor de intrare, daci intririle sunt probabilistic independente; 
d. 1 minus suma probabilititilor liniilor de intrare, daci intririle sunt probabilistic independente. 

9. Considerind doar defecte blocaje simple, testarea completa a unui circuit $I cu n intriri necesiti 
un numir minim de: 

a. n(n+1)/2 vectori de test; 
b. 2 la puterea n vectori de test; 
c. n + 1 vectori de test; 
d. 2n+l vectori de test. 

10. Gisirea testelor pentru un circuit care contine o singuri poarti $1-NU cu 16 intriri avind un 
defect modelabil printr-un blocaj simplu la 110 a1 uneia dintre intr&-i se face cel mai 
convenabil: 

a. generind aleator vectori de test 9i simulhd; 
b. generind algoritrnic vectori de test; 
c. generilnd pseudoaleator vectori de test qi simuliind. 

(010) 

1 1. Un set minimal de teste complete pentru defecte blocaje simple dintr-un circuit combina~ional 
cu n intr5ri ~i o singuri ie~ire, G r i  ramificatii reconvergente, circuitul fiind alcituit din circuite $1, 
SAU, NU trebuie s i  cuprindi: 

a. teste pentru toate defectele aferente ciii (ciilor) de lungime maxim5 din circuit ce leagi ie~irea 
de o intrare; 

b. teste pentru toate defectele liniilor de ieqire din inversoarele din circuit; 
c. teste pentru toate defectele blocaj ataqate liniilor primare de intrare in circuit; 

12. intr-un circuit cu n linii (primare de intrare, primare de ie~ire ~i interne) numirul maxim de 
defecte blocaje multiple este: 

a. 2n; 
b. n(n + 1)(2n + 1)/6; 
c. 2"; 
d. 3". 



13. htr-o retea combinational5 modelat3 printr-un graf aciclic directionat un defect blocaj la 110 
simplu ce afecteaz5 linia de intrare a unui nod, poate fi modelat prin: 

a. modificarea corespunz5toare a tuturor functiilor nodurilor ce utilizeazi semnalul respectiv; 
b. modificarea corespunz5toare a functiei nodului pe a carui linie de intrare se afl8 plasat 

defectul. 
c. modificarea corespunz5toare a functiei nodului ce alimenteazg acea linie dac5 iegirea nodului 

este ramificat5. 

14. intr-un circuit J-Jrontiera este multimea poqilor: 
a. ce au linia de iegire cu valoarea definit5 si cel pufin o linie de intrare cu valoarea D sau D'; 
b. ce au cel putin un sernnal D sau D' pe o linie de intrare; 
c. ce au linia de ie~i re  cu valoarea definit5 qi cel putin o linie de intrare cu valoarea nedefinit5; 
d. ce au linia de iegire cu valoare nedefinit5 qi cel putin o linie de intrare cu valoarea nedefinitii. 

15. Un nod cu functia SAU-NU ce are dou5 din liniile sale de intrare definite cu valorile Il ~i 
respectiv D' va propaga la ieqirea sa in cadrul operatiei de pilotare a erorii (defectului) o 
valoare: 

a. D; 
b. D'; 
c. 0; 
d. 1. 

16. Un generator pseudoaleator de vectori binari are proprietqile: 
a. genereaz5 aleator secvente de vectori care pot sa se repete intr-o secvent5 de lungime finit.8; 
b. genereaz5 aleator o secventa de vectori ne-distincti cu lungimea secventei nedefinit8; 
c. genereaza aleator vectori distincti, cu bune propriet5t.i statistice intr-o secvent5 de lungime 

fix5. 

17. Intr-o retea combinationala un defect dl  domina un alt defect d2 dac5: 
a. orice test pentru defectul dl este test qi pentru defectul d2; 
b. orice test pentru defectul d2 este test gi pentru defectul d l ;  
c. defectul dl  este testabil printr-un singur vector de test iar defectul d2 este ne-testabil. 

18. Micgorarea numarului defectelor pentru testarea deterministic5 se face prin: 
a. colapsarea defectelor prin echivalent5 functional5 qi dominant5; 
b. simularea paraleli a defectelor; 
c. simularea concurent5 a defectelor; 
d. simularea deductivii a defectelor. 

19. Un circuit $1-NU are: 
a. valoarea de control 1 ~i inversiunea 1 ; 
b. valoarea de control 1 ~i inversiunea 0; 
c. valoarea de control 0 gi inversiunea 1 ; 
d. valoarea de control 0 gi inversiunea 0. 



20. Un circuit combinational in dou2 nivele este iredundant atunci ciind: 
a. nu contine nici un defect blocaj simplu ne-detectabil; 
b. funcfia implementat2 se exprima printr-o sum3 cu un numa minim de literali; 
c. nu are hazarduri statice gi dinamice. 

2 1. Cardinalitatea unei instructiuni este: 
a. num2rul de operanzi ai acelei instructiuni; 
b. numiirul de registre accesate pe durata fazei de executie a instructiunii; 
c. num5rul de moduri de adresare posibil de utilizat cu acea instructiune; 
d. num5rul de registre utilizate numai in formarea adresei operanzilor. 

22. Observabilitatea unei instructiuni arat2: 
a. gradul de echivoc existent la interpretarea execuliei instructiunii; 
b. misura in care rezultatul operatiilor in registre efectuate de instructiune sunt direct 

observabile la nivelul liniilor primare de iegire ale microprocesorului. 
c. o m2sur2 a latenfei unui defect existent Pntr-un microprocesor, defect ce afecteazii o singurii 

instruct iune. 

23. in testarea sistemelor numerice un model functional al m i  sistem numeric este: 
a. o reprezentare a function2rii sale logice; 
b. o reprezentare a functionarii sale logice cuplate cu o reprezentare a relatiilor temporale 

asociate. 
c. o reprezentare realizatii prin interconectarea unor blocuri a caor  functionare nu este precizat8 

(cutii negre). 

24. Acoperirea defectelor pentru un sistem numeric se refer5 la: 
a. o m2sur2 a testabilitatii circuitului; 
b. o tehnica de proiectare pentru testabilitate; 
c. o modelare a muliimii defectelor nedetectabile; 
d. o misurii a robustetei sistemului fat% de defectele de tip scurtcircuit; 
e. raportul dintre cardinalitatea multimii defectelor detectate de o secventa de vectori de test T gi 

cardinalitatea multimii defectelor considerate; 
f. o miisurii a redundantei respectivului sistem numeric. 

25. Modelarea unui circuit $1-cablat se refer2 la modelarea: 
a. sistemelor numerice la nivelul procesor; 
b. defectelor scurcircuite nereactive; 
c. sistemelor numerice la nivelul logic; 
d. defectelor scurtcircuite reactive; 
e. sistemelor numerice la nivelul registru. 



26. Testarea aleatoare a unui circuit integrat se referfi la: 
a. obser~rarea intiimplfitoare a unei malfunctionfiri a circuitului: 
b. aplicarea unor \,ectori de test generati aleator; 
c. extragerea aleatoare dintr-un volum oarecare de circuite a unor e7antioane in \ ederea 

berificiirii bunei lor functionfiri; 
d. aplicarea unor stimuli la intriiriIe circuitului integrat a v h d  proprietatea ca acci stin~uli ail 

intarzieri relative aleatoare. 


